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Zainteresowania 

 naukowe: 

Oddziaływanie silnych femtosekundowych impulsów z zakresu skrajnego nadfioletu (XUV) i 

rentgenowskiego z materią. Wpływ procesów transportu energii, ładunku i masy na zmiany 

strukturalne w ciałach stałych. Wytrzymałość radiacyjna optyki XUV i rentgenowskiej.  

Rozwój optyki i technik doświadczalnych dla krótkofalowych laserów na swobodnych 

elektronach – powłoki optyczne o wysokiej wytrzymałości radiacyjnej, amplitudowe dzielniki 

wiązki i interferometria rentgenowska, charakteryzacja silnych impulsów promieniowania.  

Wytwarzanie i charakteryzacja ciepłej gęstej plazmy z użyciem laserów na swobodnych 

elektronach. 

Badanie zmian strukturalnych w cienkich warstwach indukowanych ultrakrótkimi (fs-ns) 

impulsami laserowymi z zastosowaniem promieniowania synchrotronowego i laserów na 

swobodnych elektronach. 
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